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Microscopios

Microscopio estereoscépico de sistema modular - Soportes KERN 0ZB-H

Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a
- 3 1 nuestro sistema modular » Soportes

Caracteristicas - Para usos profesionales puede elegir entre

. . un soporte con tornillo macrométrico o
- Para estos sistemas modulares y flexibles, puede P
. . micrométri ra lograr un enf optim

elegir entre dos soportes para cabezal de micro- Crometrico para lograr un entogue optimo
. : - Didmetro de la unién para el cabezal del
0ZB-A5301 scopio. Estos soportes se adaptan a cualquier P

i i 5pi ; micr io: 76 mm
microscopio estereoscépico y caballete universal croscopio

L ! - Didmetro de la conexién del soporte de
(con la excepcion del brazo articulado con P

- . | lumna: 25 mm
resorte), para permitir un enfoque preciso acolumna

- Como primera variante, tiene a su disposicién

- ficmn un soporte con rueda manual ajustable, asi como
’-l ajuste de intensidad de giro para su configuracién
0ZB-A5306
Modelo Descripcion del articulo
KERN
Soporte con intensidad de giro ajustable de la rueda manual. Adecuado para todos los caballetes estandar (excepto brazos
0ZB-A5301 " f ; ] N
articulados) y para todos los caballetes estandar disponible como accesorio.
0ZB-A5306 Soporte con tornillo macrométrico y micrométrico coaxial e intensidad de giro de la rueda manual ajustable. Adecuado para

todos los caballetes estandar (excepto brazos articulados) y para todos los caballetes estandar disponible como accesorio.

Microscopio estereoscépico de sistema modular - capota de proteccion KERN OBB-C

Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a
nuestro sistema modular » capota de proteccién

Caracteristicas - Segln el tamafio de su juego de microscopio o su

. configuracién de microscopio, puede elegir entre
- Para aumentar la comodidad de uso para el g pio, p 8

. . tres modelos diferentes
usuario, ofrecemos capotas de proteccién contra
e . - Encontrard los detalles en las siguientes tablas
el polvo. Su utilizacién puede evitar esfuerzos e g

inversién de tiempo en trabajos de limpieza oca- sinopticas
sionados por el uso habitual de su microscopio
Modelo Descripcion del articulo adecuado para
KERN
OBB-A1387 Tamafio 1: 485x450 mm Cabezal estereoscopico
OBB-A1388 Tamafio 2: 600x650 mm Cabezales para microscopios estereoscdpicos en combinacién con caballetes para la base

Juego estereomicroscopio, cabezal de estereoscépico en conexion

OBB-A1389 Tamafio 3: 700900 mm .
con cabellete universal
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KERN Pictograma

(o) Cabezal de microscopio L lluminacion fluorescente Z Medicion de longitud oo Alimentacién con baterias
° - o . g ; A
0 giratorio 360 rLgo| Para microscopios de luz SoALE Escala integrada en el | Preparada para funciona-
i reflejada ocular miento con pilas. El tipo
Con lampara de vapor de de bateria sg ind.ica es
o Microscopio monocular alta presién de100 Wy filtro ﬁ Tarjeta SD cada aparato.
oo | Para examinar con —| Para almacenamiento
un solo ojo © lluminacién fluorescente de datos - =
rlep Paramicroscopios de luz msp Alimentacion con
00 Microscopio binocular refle_jadq = Interfaz USB 2.0 wouree Pateria recargable
N Para examinar con Con iluminacion LED de .%’usazu Para transmissio de dados preparado para el
los dos ojos 3 Wy filtro - funcionamiento con
bateria recargable
go1 Microscopio trinocular © Unidad de contraste <2 Interfaz USB 3.0
OO para examinar con los dos o1 de fases Para transmissdo de dados Fuente de ali tacié
TRINO | 205 y opci6n adicional de Para un contraste USB 30 g Fuente de alimentacion
conexién de una cdmara mas intenso 230y | de enchufe _
= |Interfaz de datos WIFI 230 V/50Hz. De serie
Condensador de Abbe @ Elemento de campo v;ol‘Fl Para la transmision de la estandar en EU. Por pedido
/\ Con una elevada apertura o oscuro/Unidad Imagen a un equipo de especial también estandar
ABBE | humérica, para formacién Mejora del contraste por visualizacion mévil para otros paises
de haces de rayos de luz iluminacion indirecta (GB, USA, AUS)
y enfoque de rayos de luz = HDMI Camara digital
i izacié Para la tranmisién directa . .
J[V] Unidad de polarizacién HOMI : i Fuente de alimentaci6
O lluminacién halégena PL"L'ZR Para la polarizacion dela imagen a un equipo —« | ‘1 n g alimentacion
Para una imagen especial- de la luz de visualizacion 230v | INtegrada )
HA | mente luminosa y de gran Integrado en el micro-
contraste o0 Sistema alinfinito Software para scopio. 230 V/50Hz
Sistema 6ptico corregido o €1 ordenador estandar en EU. Otros
£ | Nluminacién LED NFNTY! Sin fin Para traspasar los estandares como
- Fuentes de luz fria, valores de medicion p. ej. GB, AUS, USA
larga duracién y ahorro Jo) Funcién zoom a un ordenador. a peticion.
de energia. oo En microscopios »
estereoscopicos [avro Compensacién de tempe- Envio de paquetes
& Tipo de iluminacién: -~ ratura automatica (ATC) [ =N En el pict indi
— luzreflejada F1% Enfoque automtico Para mediciones entre 1DAY ; nde pic f’g;a”?a se Indica
L o 0 ° ° a duracién de la puesta a
Para muestras L' 4" Ppara regular automética- 10°Cy30°C : duracion @e 1a p
no transparentes A1 mente el grado de nitidez disposicion interna del
7YYy Proteccién antipolvoy producto en dias.
9 Tipo de iluminacién: || Sistema éptico paralelo P | Eﬁlgl'c?ggrar:nﬁx:e: indica -
= luztransmitida oz, Para microscopios estereo- ot c?de grotecc'én e mm; Envio de paletas
Para muestras scopicos, permite trabajar DINIpEN 60%29:201)0—’09. Soavs  EN el pictograma se indica

transparentes

lluminacion fluorescente
Para microscopios
estereoscépicos

sin cansarse

IEC 60529:1989+A1:1999
+A2:2013

la duracién de la puesta a
disposicién interna del
producto en dias.

Abreviaturas
C-Mount Adaptador para la conexién de cdmara Camara SLR  Cémara de reflejo especular
al microscopio trinocular
SWF Campo superamplio (nimero de campo visual
FPS Tomas por segundo |
de @ min. 23 mm con ocular de 10 aumentos)
H(S)WF Campo muy (super) amplio (ocular con enfoque W.D Distancia de trabajo
para personas que usan gafas)
. X . X WF Campo amplio (nimero de campo visual hasta
LWD Distancia de trabajo amplia
@ 22 mm con ocular de 10 aumentos)
N.A. Apertura numérica
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